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Avaliacao da Influéncia de Diferentes Compiladores

na Execucao de Aplicagdes em Presencga de Falhas

Vitor Bandeira e Ricardo Reis, UFRGS

A crescente capacidade de computacdo de componentes multicore como processadores €
unidades de processamento grafico oferece novas oportunidades para dominios de computagao
embutidos e de alto desempenho (do inglé€s, high-performance computing — HPC). A capaci-
dade de computacdo progressivamente crescente dos sistemas baseados em multicores permite
executar eficientemente as cargas de trabalho de aplicagdes complexas com menor consumo de
energia em comparagdo com solucdes tradicionais de nucleo unico. Essa eficiéncia e a crescente
complexidade das cargas de trabalho das aplicacdes incentivam a industria a integrar mais e mais
componentes de computacdo no mesmo sistema. O nimero de componentes de computacdo
empregados em sistemas HPC de grande escala ja ultrapassa um milhao de nucleos, enquanto
as plataformas on-chip de 1.000 nicleos estdo disponiveis comercialmente.

Além do enorme niimero de nucleos, a crescente capacidade de computagdo, bem como
o nimero de células de memoria interna (e.g., registradores, memoéria RAM) inerentes as ar-
quiteturas de processadores emergentes, estd tornando os sistemas em grande escala mais vul-
neraveis a erros transientes e permanentes. Além disso, para atender aos novos requisitos de
desempenho e energia, os processadores geralmente executam em frequéncias de clock agressi-
vas e multiplos dominios de tensdo, aumentando sua susceptibilidade a erros transientes, como
os causados por efeitos de radiacdo. A ocorréncia de erros transientes ou Efeitos de Evento
Unico (do inglés, Single Event Effects — SEE) pode causar falhas criticas no comportamento
do sistema, o que pode levar a perdas de vidas financeiras ou humanas. Embora tenha sido
observada uma taxa de 280 erros transientes por dia durante o voo de uma nave espacial, os
sistemas de computacdo eletronica que trabalham no nivel do solo devem experimentar pelo
menos um erro transientes por dia em um futuro proximo. A susceptibilidade aumentada de
sistemas multicore a SEEs necessariamente exige novas ferramentas econdmicas para avaliar a
resiliéncia de erro transientes de componentes multicor subjacentes com pilhas complexas de

software (sistema operacional, drivers) no inicio da fase de projeto.

O principal objetivo deste trabalho € analisar o comportamento de sistemas complexos
(i.e., multiprocessados) sob a presenga se falhas, bem como a influéncia de diferentes ferramen-
tas (e.g., compiladores), e suas configuracdes (e.g., tamanho), arquiteturas e organizacdes de
processadores comerciais (e.g., Arm MO e M3).



